
本セミナーでは、ナノスケール機械特性評価の第一人者である東京工業大学中嶋健教授を招き、高分子のナノレオロジーについて、基礎から最新の
ご研究内容についてご講演頂きます。ブルカーからは昨年末に発表となった商用AFMで初となり、そして唯一の定量的粘弾性測定モードとなる
AFM-nDMAオプションと新しいDimension XRをご案内致します。また、機械特性評価で市場から高い評価を得ているハイジトロンナノインデン
テーションシステム及び、Anasys nanoIRによるナノスケール赤外分光の最新技術をご紹介致します。
特に、高分子のアプリケーションを対象としたセミナーとなりますので、ご関連の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

開催概要

ブルカージャパン（株） ナノ表面計測事業部

●

高分子のための
AFM 分析技術セミナー

会場：東京 茅場町スペース まる八 

日時：2019年3月19 日（火） 13:15-1７:00  （12:45受付開始）
会場：貸会議室スペース まる八　茅場町

（http://space-maruhachi.com/contact/）
　　 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 
　　　　樋口本店ビル8F
 (日比谷線・東西線茅 場 町 駅→徒歩1 分)
 茅場町駅3番出口を出てすぐ、永代通り沿い
 のスターバックスコーヒーのあるビルの8Ｆ
 です。
定員：40名
費用：無料（事前登録制）

プログラム

13：15～13：30   開会のご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブルカージャパン株式会社　ナノ表面計測事業部　事業部長　相川　重夫
13：30～14：40  [招待講演]
             「AFMを用いたナノレオロジーの可能性」
                                         東京工業大学 　中嶋 健　教授

14：40～15：10  「最新nDMAモードとAFM機械特性評価ソリューション」　
                     　　　　　　　　　　ブルカージャパン株式会社　ナノ表面計測事業部　寺山 剛司
15：10～15：30  休憩 （名刺交換）
15:30～16:10   「ナノインデンテーションを用いた高分子材料の機械特性評価」
                     　　　　　　　　　ブルカージャパン株式会社　ナノ表面計測事業部　長谷川勇人
16:10～16:50   「高分子のナノスケール赤外分光技術」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未定
16:50～17:00   Q&A、アンケート

※内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

会場マップ
QR コード

▼

電話： 03-3523-6361 ／ Mail : info-nano.bns.jp@bruker.com
WEB登録サイト http://bit . ly/2RUbLvK

＜お申込み＞ Telまたはメール、もしくは下記WEB登録フォーム、電話、メールにてお申込みください。
※メールでお申込みの場合、タイトルに　「3/19 高分子セミナー申し込み」と明記いただき下記の項目をご記入ください　

・勤務先名 ・ご所属部署 ・お名前 ・メールアドレス ・ご住所 ・TEL

▼　WEB 登録サイト　QR コード

会場：スペースまる八
           茅場町

る八 
3/19
(火)特別講演 東京工業大学 中嶋　健　教授



ナノ表面計測事業部

● 参加のお申し込み

Telまたはメール、下記参加申込書(FAX）にてお申込みください。

 

電話： 03-3523-6361 ／ Mail : info-nano.bns.jp@bruker.com
※メールでお申込みの場合、タイトルに　「3/19 高分子セミナー申し込み」
と明記いただき右記の項目をご記入ください　・勤務先名 ・ご所属部署 ・お名前 ・メールアドレス ・ご住所 ・TEL

 

www.bruker-nano.jp

東京営業所 : 〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-1
Phone: 03-3523-6361　Fax: 03-3523-6364

大阪営業所 : 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 
1-8-29 テラサキ第2ビル
Phone: 06-6393-7822　Fax: 06-6393-7824

ブルカージャパン株式会社

特別講演講師　ご紹介

東京工業大学　物質理工学院　応用化学系　教授　中嶋　健　氏

高分子ナノメカニクス、つまり高分子の構造と物性をナノスケールで調べることで、マクロな物性に繋げるような研究を進め

ています。教科書にかかれていることを鵜呑みにしない、そんな姿勢を大事にしています。

現在複数の国家プロジェクト（科学技術振興機構CREST、内閣府SIP、内閣府ImPACT）に参画しています。海外研究機関や

企業との共同研究も積極的に行っています。

研究テーマ
ナノ触診原子間力顕微鏡による高分子ナノ力学物性評価

経歴
理化学研究所 国際フロンティア研究システム 基礎科学特別研究員(1997-2000)

理化学研究所 フロンティア研究システム フロンティア研究員(2000-2003)

東京工業大学 大学院理工学研究科 助手(2003-2007)

東京工業大学 大学院理工学研究科 助教(2007-2008)

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 准教授(2008-2015)

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 教授(2015-)

【セミナーに関するお問合せ】

ナノスケールAFM-IR
赤外吸収分光分析

● モデルフリーIRスペクトル

● 最高10nmのナノスケール分解能

● 走査型近接場光顕微鏡S-SNOM

AFMで実現する唯一の
ナノスケール動的粘弾性測
AFM-nDMATM

高温・低温環境下での
ナノインデンテーション

・ 硬さ・ヤング率測定
・ ナノDMA 測定 粘弾性特性
・ ナノスクラッチ 密着強度測定
・ ナノウェア 摩耗特性評価
・ SPM Imaging 表面形状像取得
・ 破壊靱性、応力緩和測定　など

● 様々な測定項目 

● 選べるベースモデルは世界で最も多く研
究者に支持されているDimensionシリーズ
● 要求の多い研究アプリケーションに合わ
せた３種のバンドルパッケージを用意　　

ハイエンドリサーチのための
プレミアムAFM
Dimension XR Series

Anasys nanoIR3

● 商業AFMで初の完全な定量的な粘弾性測定を実現
     ・貯蔵弾性率　E' ・損失弾性率　E“　・損失正接　Tanδ
● レオロジー相関周波数領域での評価  0.1Hz-20kHzレンジ
● AFMの高分解能によるナノスケールドメイン評価
● リファレンスサンプル不要
     ブルカー製キャリブレーションプローブを提供
● ポリマーマスターカーブの構築    バルクDMA試験と相関
● 旧来のAFMでは見逃していた影響を発見


